
ピーク検出画像処理方法、プログラム及び装置（特許第4229325号）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構保有特許

任意の物理量の空間における分布に対応する濃淡画像中に多数ある斑点のピーク値及びその位置、並
びにピーク値の数を求める場合の画像処理において、複数の画像処理法の適用手順、処理プロセスの煩
雑さとそれに必要とされる膨大な画像処理時間の二つの大きな問題を解決することができる。

技術的特長

任意の物理量の空間における分布に対応する濃淡画像中に多数ある斑点のピーク値及びその位置、並
びにピーク値の数を求める場合において、簡単、短時間で画像処理することができる。

発明の効果

微小な粉塵等のゴミの検出を必要とする分野などで活用される

(1)空気清浄産業 (2)半導体シリコンウェハー製造産業

本特許の活用用途

ご相談は下記まで御連絡ください
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【図１】に本発明実施例のピーク検出画像
処理装置の構成を概略示したブロック図を
示す。

【図２】に室内の任意の空間に浮遊する微
粒子にレーザー光を照射し、その計測される
微粒子からの散乱光を画素数324,064個のＣ
ＣＤカメラで撮影した画像を、【図３】に画像の
行列データを示す。【図３】から本発明の画
像処理を施した結果を【図４】に示す。

さらに、画像処理後の結果【図４】をピーク
値ごとにその数、度数を表したヒストグラム
を【図５】に示す。

更に詳しくは、次のような特許内容、特長を有しています。

特 許 内 容

本特許の具体的内容

１．従来の画像処理法で画像中に多数ある

斑点のピーク値と数を求める場合、フィル

タ、２値化、細線化等の複数の画像処理

法を繰り返し多用し、適用しなければなら

ない。このため画像処理の手順、プロセ

スが煩雑になり、かつ膨大な画像処理時

間が必要になるという問題が発生する。

２．また、数々の画像処理により生のピーク

値が保存・維持されず、変化する可能性

が発生する。

従来の問題点

【図５】
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【図１】

10：画像入力部
12：外部記憶装置
14：メイン・メモリ
16：中央処理装置（ＣＰＵ）
18：入力装置
20：ディスプレイ
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【図２】

本発明の画像処理


